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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

高速AFMは、従来型のAFMと同様に、振動させたカンチレバーの先端にある探針が
試料表面を走査することにより像を取得する。カンチレバーと試料間に形成される
空間にはバルク状態の水分子が存在しており、カンチレバーを振動させると水分子
の粘性抵抗によってプローブや試料に対して好ましくない振動が発生する。これら
の現象（スクイーズフィルム効果）は観察試料を低速で走査する従来型AFMであれ
ば無視できる現象であったものの、観察試料を高速で走査する場合には、影響が顕
在化すると考えられる。しかしながら、高速AFMは比較的新しい技術であり、スク
イーズフィルム効果による像への影響はほとんど研究されてこなかった。そこで、
本研究では、溶液中高速AFMでの使用に最適化された角度を有する探針の形成方法
を確立する。

実験
Experimental

バーズビーク型のプローブを有するカンチレバーの先端に、リアルプローブ顕微鏡
の付帯設備（AT-504）を利用して、EBDにより探針を形成する。傾けて固定した
カンチレバーに垂直方向からビームを照射することにより、任意の角度に傾けた状
態での探針形成の可否を検討する。固定の角度は13°に設定し、探針の形成後
にSEMによる観察を行った。

結果と考察
Results and Discussion

図１に角度制御EBDプローブの電子顕微鏡像を示す。EBD探針は一定の角度を保っ
たまま曲がりなく形成されている様子が確認された。次に探針部分の拡大像につい
て、ImageJを用いて角度の解析を行った。解析の結果、EBD探針の角度は約13°傾
いた状態で形成されており、狙い通りの探針が形成されていることが確認された。
本手法の有効性を確認するために必要なAFMによるイメージングは次回以降の課題
としたい。
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図1：角度制御EBDプローブの電子顕微鏡像
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